ELMISKOP CT 150, jetzt in der
Applikation in Karlsruhe

Das zweite Gerat der neuen Gene-
ration, das ELMISKOP CT 150, hat
bei der Tagung der Deutschen Ge-
sellschaft fir Elektronenmikro-
skopie in Miinster groBen Anklang
gefunden. Insbesondere wurde an-
erkannt, daB bei diesem Gerét alle
Wiinsche in Bezug auf Bedienung
und Objektmanipulationen realisiert
worden sind, so z.B. ein um zwei
Achsen volleuzentrisches Gonio-
meter, bei dem die volle Auflésung
unter allen Bedingungen erhalten

bleibt.
v

Weiterhin hervorzuheben sind die

Beschleunigungsspannung von
maximal 150 kV und das vollauto-
matische Kamerasystem mit wahl-
weisem Zugriff zu zwei Vorratsbe-
haltern, die unterschiedliches Foto-
material enthalten kénnen.

Auffallend ist die auBerordentlich
stabile Ausfuhrung des Gerates und

die Méglichkeit, alle Automatik-
funktionen jederzeit auch von Hand
steuern zu kénnen.

Da uns inzwischen schon verschie-
dene Auftrage vorliegen, ist in der
Anlaufzeit der Fertigung mit Liefer-
zeiten von 10 bis 12 Monaten zu
rechnen.

Das ELMISKOP CT 150 steht in
unserem Applikationslabor in
Karlsruhe zur Vorfuhrung bereit.

Wegen des groBen Interesses
md&chten wir Sie jedoch um frih-
zeitige Anmeldung bitten.

ELMISKOP ST 100 F

Untersuchungen an vielen Kunden-
proben haben die Eignung des
Transmissions-Rastermikroskopes
ELMISKOP ST 100 F flr strahlen-
schonendes Arbeiten und die Durch-

strahlung dicker Praparate bei
v

Nachweis der garantierten Auf-
I6sung gezeigt.

Wie beim ELMISKOP CT 150 ist das
um zwei Achsen volleuzentrische
Goniometer eine wertvolle Einrich-
tung, um alle Ebenen und Richtun-
gen eines Objektes darzustellen.
Das Energieverlustspektrometer ist
beim Applikationsgerat in Karls-
ruhe eingebaut und hat bei den
ersten Untersuchungen die erwar-
teten Ergebnsise gezeigt. Auch bei
Elementen mit niedriger Ordnungs-
zahl (Sauerstoff, Kohlenstoff) konn-
ten sehr kleine Mengen nachge-
wiesen werden.

Zusatzeinrichtungen fiir schon
ausgelieferte Gerate

Wir méchten Ihnen noch einige
Informationen flir den Betrieb der
Elektronenmikroskope der Bau-
reihe ELMISKOP I/1A/101 und 102
geben:

1. Wehnelt-Zylinder mit hdherem
Richtstrahlwert

Der neuentwickelte Wehnelt-Zylin-
der erreicht im Betrieb mit einer
Haarnadelkathode einen etwa 2,5-
fach héheren Richtstrahlwert und
einen 3,5-fach kleineren Durchmes-
ser des cross-over als das bisherige
Bestrahlungssystem. Bei Verwen-
dung einer Spitzenkathode wird der
Durchmesser des cross-over dieses
Bestrahlungssystems etwa um das
4-fache kleiner. Der neue Wehnelt-
Zylinder kann in alle Elektronen-
mikroskope der Typen ELMISKOP
101 und 102 eingesetzt werden.
Beim Einsatz in altere Mikroskope
des Typs | bzw. IA ist zu beachten,



daB fur den neuen Wehnelt-Zylinder
eine hdhere Wehneltspannung be-
notigt wird. Der Hochspannungs-
gleichrichter muB unter Umstéanden
geandert werden.

2. Strahlablenkung fur praparate-
schonende Aufnahmetechnik am
ELMISKOP 102

Fur die elektronenmikroskopische
Untersuchung empfindlicher Prapa-
rate wurde eine Zusatzeinrichtung
entwickelt. Sie gestattet es, den
Elektronenstrahl wahlweise in 2
Koordinaten abzulenken und diese
Ablenkung durch Knopfdruck ruck-
gangig zu machen. Damit ist es
moglich, das Mikroskop an einer
unkritischen Stelle zu justieren und
erst dann die abzubildende Prapa-
ratstelle in die Aufnahmeposition
zu bringen. Nahezu gleichzeitig
kann die Ablenkung riickgéngig ge-
macht und die Belichtung ausgeldst
werden, so daB die interessierende
Préparatstelle nur durch die zur
Belichtung des Fotomaterials not-
wendigen Elektronen belastet wird.
Der Bausatz kann ab sofort geliefert
werden.

3. MeBgerat zur Linsenstrom-
messung beim ELMISKOP 102

Das LinsenstrommeBgerat kann mit
einem Nachrustsatz im ELMISKOP
102 eingesetzt werden, um Strome
in sechs verschiedenen Linsen-
stromkreisen zu messen. Die Ein-
richtung empfiehlt sich vor allem
fur Kunden, die mit der DKL-Ein-
richtung, den Raster-Einrichtungen
STEM/SEM und mit Objekthéhen-
verstell-Einrichtungen arbeiten. Es
ist dann méglich, die Préaparatlage
reproduzierbar einzustellen und zu
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kontrollieren. Das LinsenstrommeB-
gerat dient auBerdem zur Uber-
prifung der Funktion der Linsen-
stromkreise des Mikroskopes. Der
Bausatz ist ab sofort lieferbar.

4. Referenz-Netzgeréat

Alle ELMISKOPE kénnen mit einem
Referenz-Netzgerat ausgeristet
werden, das die bisherigen Batte-
rien fir die Referenzspannung lber-
flissig macht. Es ist zu erwarten,
daB die Batterien nicht mehr sehr
lange lieferbar sind. Wir empfehlen
deshalb die Umstellung der Mikros-
kope durch Einbau dieses Netz-
gerates.

Fokus-Information iiber STEM-
und SEM-Verfahren

Das STEM- und das SEM-Verfahren
ist in einer Fokus-Information ein-
gehend beschrieben, die wir lhnen
auf Anforderung gerne zusenden.

Fotomaterial fiir
Elektronenmikroskope

Agfa-Gevaert hat uns informiert, daB
der Scientia-Film 23 D 56 auf TA-
Unterlage lieferbar ist.

Wir mdéchten Sie auf dieses Foto-
material fur Elektronenmikroskopie
aufmerksam machen, das sich in
unserem Entwicklungslabor in
Berlin in jeder Beziehung einwand-
frei verhielt.

Dunkelfeldtechnik

Mit der Kondensor-Ringfeldblende,
welche an allen von uns bisher

gelieferten Elektronenmikroskopen
einsetzbar ist, kbnnen sehr einfach
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Dunkelfeldaufnahmen gemacht wer-
den. Dunkelfeldaufnahmen haben
den Vorteil, Feinstrukturen in bio-
logischen und kristallinen Prapa-
raten mit hdherem Kontrast wieder-
zugeben als Hellfeldaufnahmen, da
die Intensitatsunterschiede, welche
die Objektinformation enthalten,
bei verringerter Gesamtintensitat
besser erkennbar sind. Gegenlber
der gebrauchlichen Dunkelfeld-
technik, den elektromagnetisch
gekippten Nullstrahl mit dem Rand
einer kreisférmigen Objektivaper-
turblende auszublenden, ist die
Dunkelfeldablenkung mit Ringfeld-
blende in mehreren Punkten vor-
teilhaft:

— hodhere Intensitat im konischen
Dunkelfeld,

— inkohéarente Beleuchtung, so daB
Kontrast und Aufldsungsver-
mdogen verbessert sind,

— symmetrische Beleuchtung und
damit einfachere Justierung des
Gerates sowie Verringerung
moglicherweise entstehender
Storfelder,

— keine Lateralverschiebung der
Bilddetails.

Unsere Anschrift far
weitere Auskunfte:

Siemens AG
Zweigniederlassung Mannheim
AnalysenmeBtechnik

Vertrieb Stidwest

N 7,18, Siemenshaus

Postfach 20 24

Telefon 06 21/296 - 324

6800 Mannheim 1
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